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Europäisches Vorwort  

Dieses Dokument (prEN ISO14880-2:2023)  wurde vom Technischen Komitee ISO/TC172  „Optik und  Photo-

nik“ in Zusammenarbeit mit  dem Technischen Komitee CEN/TC123  „Laser und  Photonik“ erarbeitet,  dessen 

Sekretariat vom DIN  gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage  vorgelegt.  

Dieses Dokument wird EN ISO14880-2:2006  ersetzen. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO/DIS 14880-2:2023  wurde vom CEN als prEN ISO14880-2:2023  ohne irgendeine Abänderung 

genehmigt.  
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Vorwort  

ISO  (die  Internationale Organisation für  Normung)  ist eine weltweite Vereinigung  nationaler Normungs- 

institute (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die  Erstellung von Internationalen Normen wird üblicherweise von 

Technischen Komitees von ISO durchgeführt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an einem  Thema 

hat,  für welches ein  Technisches Komitee gegründet  wurde, hat das Recht,  in  diesem  Komitee vertreten zu  

sein.  Internationale staatliche und  nichtstaatliche Organisationen, die in  engem  Kontakt mit ISO stehen, 

nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Normungsthemen eng mit der 

Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC)  zusammen.  

Die  Verfahren, die bei  der Entwicklung  dieses Dokuments angewendet wurden und  die  für die weitere Pflege  

vorgesehen sind, werden in  den  ISO/IEC-Direktiven, Teil 1  beschrieben. Es sollten insbesondere die unter-

schiedlichen  Annahmekriterien für die verschiedenen ISO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses Doku-

ment  wurde in Übereinstimmung mit  den  Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2  erarbeitet (siehe 

www.iso.org/directives). 

Es wird auf  die Möglichkeit hingewiesen,  dass einige  Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren kön-

nen.  ISO  ist nicht dafür verantwortlich, einige  oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. Details  

zu  allen während der Entwicklung  des Dokuments identifizierten Patentrechten  finden  sich in  der Einleitung  

und/oder  in  der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklärungen (siehe www.iso.org/patents). 

Jeder  in  diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und  bedeutet 

keine Anerkennung. 

Für eine  Erläuterung des freiwilligen Charakters von Normen, der Bedeutung  ISO-spezifischer  Begriffe und  

Ausdrücke in  Bezug  auf  Konformitätsbewertungen sowie  Informationen darüber, wie  ISO die Grundsätze der 

Welthandelsorganisation (WTO, en: World Trade Organization) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse 

(TBT, en: Technical Barriers to Trade) berücksichtigt,  siehe www.iso.org/iso/foreword.html. 

Dieses  Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC172,  Optics and Photonics, Unterkomitee SC 09,  

Laser  and electro-optical systems erarbeitet.  

Diese  zweite Ausgabe ersetzt die erste Ausgabe (ISO 14880-2:2006),  die technisch überarbeitet wurde. 

Die  wesentlichen Änderungen  sind folgende: 

—  Text für  Anhang E  überarbeitet 

—  Bild E.1  ersetzt 

—  Referenzen und  Nummerierung  bestätigt 

Eine  Auflistung  aller Teile der Normenreihe ISO 144880  ist auf  der ISO-Internetseite abrufbar. 

Rückmeldungen oder Fragen zu  diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des 

Anwenders gerichtet werden. Eine  vollständige Auflistung  dieser Institute ist unter www.iso.org/members. 

html zu  finden.  
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Einleitung 

Dieses Dokument legt Verfahren zum  Prüfen von Wellenfrontaberrationen für  Mikrolinsenarrays fest.  Beispiele 

für  Anwendungen von Mikrolinsenarrays schließen dreidimensionale Displays, Koppeloptiken für Lichtquel-

len- und  Photoempfänger-Arrays, Optiken zur Steigerung der Lichtausbeute von Flüssigkristalldisplays und  

Elemente für die optische Parallelverarbeitung ein. 

Der Markt für  Mikrolinsenarrays hat einen dringenden  Bedarf für  die Vereinbarung der grundlegenden  Termi-

nologie und Prüfverfahren zur Definition  von Mikrolinsenarrays erzeugt.  Eine  genormte Terminologie und  eine 

eindeutige  Begriffsdefinition werden nicht nur für  die Förderung von Anwendungen benötigt,  sondern auch um  

Wissenschaftler und  Ingenieure zum  Ideenaustausch und  neuen  Konzepten auf  Grundlage  eines gemeinsamen  

Verständnisses anzuregen. 

Mikrolinsen werden als Einzellinsen und  auch in  Anordnungen (Arrays) von zwei oder mehr Linsen verwendet.  

Die  Eigenschaften der Linsen werden im  Wesentlichen mit denen einer Einzellinse bewertet.  Aus diesem Grund  

ist  es wichtig,  dass die Grundeigenschaften einer Einzellinse beurteilt werden können. Wenn sich eine große 

Anzahl an Linsen auf  einem  einzigen  Substrat befindet,  wird die Messung  der gesamten Anordnung jedoch 

sehr zeit-  und  kostenaufwändig sein. Des Weiteren sind Verfahren zum  Messen der Linsenform wesentliche 

Hilfsmittel in  der Produktion von Mikrolinsenarrays. 

Charakteristische Parameter und  Beispiele  von Anwendungen sind in  ISO 14880-1,  Begriffe, festgelegt.  Sie  wird 

durch drei weitere Teile vervollständigt: Teil 2:  Prüfverfahren für Wellenfrontaberrationen, Teil 3:  Prüfverfahren 

für optische Eigenschaften außer Wellenfrontaberrationen und  Teil 4:  Prüfverfahren für geometrische Eigenschaf-

ten. 

Dieses Dokument legt die Verfahren zum  Messen  der Güte der Wellenfront fest.  Die  Güte der Wellenfront ist 

die grundlegende Kenngröße  zur Bewertung einer Mikrolinse. Andere Kenngrößen als die Wellenfrontaberra-

tionen sind  in  ISO 14880-3,  ISO 14880-4  und  ISO/TR14880-5  festgelegt.  
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